














































































































































专利名称(译) 显示装置及其驱动方法

公开(公告)号 CN105247603B 公开(公告)日 2017-07-11

申请号 CN201480030113.4 申请日 2014-06-20

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 岸宣孝
野口登
小原将纪

发明人 岸宣孝
野口登
小原将纪

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/20

CPC分类号 G09G3/3233 G09G2300/0819 G09G2320/029 G09G2320/045 G09G2310/0291 G09G2320/0233 
G09G2320/041 G09G2320/0626 G09G2330/021

审查员(译) 刘俊

优先权 2013134638 2013-06-27 JP

其他公开文献 CN105247603A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供能够抑制电路规模的增大并且补偿电路元件的劣化的显示装
置(特别是能够同时补偿驱动晶体管的劣化和发光元件的劣化这两者的显
示装置)。监视行的1水平扫描期间(THm)包括：进行在监视行检测TFT特
性和OLED特性的准备的检测准备期间(Ta)；进行用于检测TFT特性的电
流测定的TFT特性检测期间(Tb)；进行用于检测OLED特性的电流测定的
OLED特性检测期间(Tc)；和进行在监视行使有机EL元件发光的准备的发
光准备期间(Td)。数据线不仅作为传送用于使各像素电路内的有机EL元
件以所需的亮度发光的信号的信号线使用，还用作特性检测用的信号
线。
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